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  Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยสเปก

โทรเมตรีรั งสี เอกซ์แบบกระจายพลั งงานที่ ใช้ร่ วมกับกล้องจุลทรรศน์ อิ เล็กตรอนแบบส่องกราด   

ซึ่งมีบทบาทส าคัญในปัจจุบันในการวิเคราะห์ธาตุทั้งทางด้านวัสดุศาสตร์ ด้านชีวภาพ กายภาพ และ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก 

   โดยหลักการของ EDS เมื่อตัวอย่างที่ต้องการศึกษาถูกชนด้วยล าอิเล็กตรอนท าให้สามารถเกิดการแตก

ตัวเป็นไอออน (Ionization) ด้วยการผลักให้อิเล็กตรอนของตัวอย่างให้หลุดออกจากอะตอม ดังนั้นเพื่อเป็นการ

รักษาเสถียรภาพ อิเล็กตรอนที่อยู่วงโคจรชั้นถัดไปจะลงเข้ามาแทนที่ และปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปรังสี

เอกซ์ (X-ray) ซึ่งเรียกว่ารังสีเอกซ์แบบแคแรกเทอริสติก (Characteristic X-ray) โดยพลังงานของรังสีเอกซ์

ชนิดนี้มีค่าเฉพาะตามชนิดของธาตุ จากนั้นเมื่อรังสีเอกซ์เข้าสู่หัววัดชนิด Silicon drift detectors (SSD) 

หัววัดจะสร้างสัญญาณไฟฟ้าซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับพลังงานของรังสีที่ตกกระทบ และจะน าสัญญาณที่ได้ 

มาวิเคราะห์หาความสูงของสัญญาณ ส่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือประเมิณและรายงานผลเป็นค่าสเปกตรัม

รังสีเอกซ์ต่อไป 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุแบบ Mapping analysis 



    ซึ่งสเปกตรัม EDS ที่ได้นั้นจะแสดงความสัมพันธ์ 
  ระหว่าง แกน Y คือ จ านวนสัญญาณของรังสีเอกซ์ที่   
  ตรวจวัดได้ และแกน X คือพลังงานของรังสีเอกซ์ใน 
  หน่วยของ keV ซึ่งพีคที่เกิดขึ้นจะบ่งบอกถึงธาตุที่เป็น 
  องค์ประกอบในตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ดังภาพที่ 2  
 
    

 

 
  นอกจากเทคนิค EDS จะสามารถวิเคราะห์ 
 ธาตุในเชิงคุณภาพ (Qualitative element analysis)       
 ว่ าตั วอย่ างที่ ต้องการศึกษามีธาตุชนิด ใดประกอบอยู่  ยั งสามารถวิ เคราะห์ธาตุ ใน เชิ งปริมาณ  
 (Quantitative element analysis) ซึ่งสามารถบอก % ของธาตุที่วิเคราะห์ที่มีอยู่ได้เช่นกัน 
 

  ส าหรับการวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์แบบ EDS สามารถวิเคราะห์ได้ 3 วิธี ดังนี้คือ 

1. Point analysis เป็นการวิเคราะห์ที่ให้ล าของอิเล็กตรอนกระทบอยู่นิ่งบนพ้ืนผิวของตัวอย่างตรงจุดที่

ต้องการวิเคราะห์เพื่อวัดค่าปริมาณรังสีเอกซ์เฉพาะจุดที่ต้องการ  

2. Line scan analysis เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ล าอิเล็กตรอนส่องกราดตามแนวบนตัวอย่างตรงต าแหน่งที่

สนใจ ซึ่งนิยมใช้ในกรณีหาของเขตของรอยต่อหรือเฟสของโครงสร้าง  

3. Mapping analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ล าอิเล็กตรอนส่องกราดบนพ้ืนผิวตัวอย่าง ซึ่งภาพที่ได้จาก

การวิเคราะห์จะเป็นภาพแสดงลักษณะการกระจายของธาตุบนพ้ืนที่นั้นๆ  
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Element Wt% At% 

  CK 25.05 62.70 

  OK 03.19 05.99 

 AgL 13.64 03.80 

 CuK 58.13 27.51 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเทคนิค EDS 

ภาพที่ 2  สเปกตรัมจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS 


